MATERIALY
ELEKTRONIGZNE




http://rcin.org.pl



CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE MATERIALOW
ELEKTRONICZNYCH ,,UNITRA-CEMAT"

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

MATERIALY
ELEKTRONICZNE

Nr 2 (62) — 1988

WYDAWNICTWA PRZEMYStLU MASZYNOWEGO , WEMA"
WARSZAWA 1988



KOLEGIUM REDAKCYJNE

Jan BEKISZ, Andrzej BUKOWSKI, Andrzej JELENSKI, Andrzej JAKUBOWSKI, tukasz KACZYNSKI
(sekretarz redakcji), Jan KOWALCZYK, Zdzislaw LIBRANT, Wieslaw MARCINIAK (redaktor
naczelny), Bohdan PASZKOWSKI, Andrzej SZYMANSKI (z-ca redaktora naczelnego), Romuaid
WADAS, Wiadystaw K. WLOSINSKI

Adres Redakcji

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
ul. Wélczyriska 133, 01-919 Warszawa

tel. 34 86 10 — redaktor naczelny
35 30 11 w. 105 — z-ca redaktora naczelnego
43 74 61 w. 321 — sekretarz redakcji

PL ISSN 0209-0058

WEMA — 300+50 — 513/88/k — 371/88 — U-6



SPIS TRE3CI

Materialy magnetycznie twarde Nd-Fe-B - M. LEONOWICZ ....cceevvcecccsoncssns 7

Potencjalne mozliwoéci zastosowarn polaryskopu liniowego do badai naprezen
i defektéw strukturalnych w materiatach péiprzewodnikowych -
G. ADAMKIEWICZ, A. BAJOR ...cccccvecccccccoccscsccscscssscsscssscscsvcsesscsns 17

Badania metodami rentgenowskiej topografii dyfrakcyjnej defektéw
strukturalnych monokrysztatéw Y3A15012 silnie domieszkowanych neodymem -
K. MAZUR, W, WIERZCHOWSKI ....eveccsesccscvcccccnsoscoccosncsscoccscccnccovccsce 2]/

Anzliza rentgenowskiego widma periodycznej supersieci - M. WQJCIK, J. SASS,

Je GACA cveevecevescoososcevosevsssoseacsssssscsenosscssosssossssscsscosscssscsssecs Jb

Warstwy miedziowe wypalane w atmosferze azotu = M., JAKUBOWSKA ......cc0.... 46

CONTENTS

Hard magnetic materials Nd-Fe-B = M, LEONOWICZ ...cceccccvcovcesocscccccccs 7

Potentialities of the plane polariscope for studying of residual stress
and crystallographic defects in semiconductors = G. ADAMKIEWICZ, A. BAJOR . 17

The investigation of structural defects in the heavily Nd - doped YAG
crystals by means of X-ray diffraction topography = K. MAZUR,
W, WIERZCHOWSKI ccccoccocooosccvsoessccscscossscnesncsescsscsoscssscccssoscccccoces 27

Analysis of the X-ray intensity spectrum for the periode superlattice =
Mo WOICIK, TalPAST s Je BACA oo coneeove oo snssisivessssbiionseotosnsesssnesssiond 34

Copper thick-films fired in nitrogen atmosphere = M, JAKUBOWSKA ,.......... 46

COLEPKXAHVE

MaruuTHO TBepaue marepHaiu Nd=Fe-B = M, JJEOHOBHY eieveveccscscscsssssnssancas 7

[loTeHnHaJbHHE BO3MOKHOCTH NPHMEHEHHH JIMHEXHOrO NOAADHCKONA IJAA HCClexoBaHui
HanpsxeHU# ¥ CTPDYKTYDHHX XepeKTOB B MOJYNPOBOAHHKOBHX MaTepxajax -
= T'. AIAMKEBUUY, A, BA/OP eevecssocoresocsccsnascsscsssssssssansasasssnsssncss 17

AccienoBaHHe METOJOM DEHTTeHOBCKOR AuPpaKuMOHHOR TOmorpapuu CTPYKTYDPHHX
ZepeKTOB MOHOKDHCTAJJIOB UTTPOBO-aJOMHHEBOI'O IpaHATa CHUJABHO JerMPOBaHHOTO
HeORMON = K " MASY P,y B, BERXOBERN o dcsostcobonnsvssdddnssnsssionessssuesssss 2]

AHaiua pDeHTreHOBCKOrO CHeKTpa NepuojHuecKoi cyneppemerk:a - M. BOALMK,
V(e R B o ) G R T e G LR RN D T S U s T e (P 7

Mexzrne nieHkw oOxuraemse B aTMochepe asoTa = M. AKYBOBCKA svvecesvesescscnses 46




MATERIALY ELEKTRONICZNE Nr 2 (62) - 1988

M. LEONOWICZ: Materialy magnetycznie twarde Nd-Fe-B

Przedstawiono charakterystyke magneséw typu Nd-Fe-B oraz podano wlasnosci
zwigzku Nd Fe,  B. Oméwiono stosowane technologie magneséw. Na podstawie badar
wtasnych przedstawiono wplyw stezenia Nd i B oraz dodetkéw Al, Cr, Nb, Ga, Zr,
Bi i Sn na wiasnosci magnetyczne. Pokazano réwniez podstswowe obszaery zastoso-
wan magneséw trwalych.

G. ADAMKIEWICZ, A. BAJOR: Potencjalne mozliwosci zastosowan polaryskopu
liniowego do badan naprezen i defektéw strukturalnych w materiatach
péiprzewodnikowych

W pracy przedstawiono mozliwosci zastosowan polaryskopu liniowego do baden
dwéjiomnodci powstajecej w krysztatach péiprzewodnikéw pod wpiywem naprezen -
resztkowych. Zasprezentowano trzy metody wyznaczanies wielkosci naprezen, z kté-
rych dwie moge byc wykorzystane do wykreélania mep rozkladu naprezern w plytkach
péiprzewodnikéw. Przedstawiono przyklady obrazéw polaryskopowych, wykazujgcych
istnienie w badanych prébkach naprezen resztkowych o symetrii redielnej,
3-krotnej lub 4-krotnej, a takze zamieszczono mapy rozkladu dwéjiomnosci i na-
prgzen. W wielu nrzypadkach w obrazach poleryskopowych sg widoczne defekty ma-
kroskopowe, takie jak pasma po$lizgu dyslokacji, struktura mozaikowa, skupiska
wytracen, mikropekniecia, rysy oraz inne defekty zwigzane z obrébks mechanicz~
na krysztaléw. :

K. MAZUR, W, WIERZCHOWSKI: Badania metodami rentgenowskiej topografii
dyfrekcyjnej defektéw strukturalnych monokrysztaiéw Y3A15012 silnie
domieszkowanych neodymem

Za pomocg rentgenowskiej topografii dyfraekcyjnej badano silnie domieszkowane
neodymem monokrysztely YAG. Przesledzono rozkiad defektéw w stozkowych obsza-
rach poczatkowych, oraz zmiany staiej sieci kolejno wycigganych monokrysztaléw.

M. WOJCIK, J. SASS, J. GACA: Analiza rentgenowskiego widma periodycznej
supersieci

Opracowano metodg analizy rentgenowskiego widme intensywnos$ci supersieci z pe-
riodycznie modulowsng struktura.

Na podstawie tego modelu zinterpretowano doswiadczalne widmo stopu Alnico

i obliczono parametry supersieci.

M. JAKUBOWSKA: Vlarstwy miedziowe wypalene w atmosferze azotu

W artykule dokcnano przeglgdu probleméw zwigzanych z zastosowaniem past mie-
dziowych w technologii grubowarstwowej. Przedstawiono perspektywe rozwoju tych
past w kraju.
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M. LEONOWICZ: Hard magnetic materials Nd-Fe-B

Characteristic feastures of Nd-Fe-B magnets and properties of Nd2F3148 compound
have been shown. Different technologies have been discussed. Based on the own
experimental results effect of Nd and B concentration, as well as addition of
Al, Cr, Nb, Ga, Zr, Bi and Sn on magnetic properties have been shown. The main
area of the permanent magnets applications has been mentioned.

G. ADAMKIEWICZ, A. BAJOR: Potentialities of the plane polariscope for studying
of residual stress and crystallographic defects in semiconductors

A review has been made on potential applications of the plane polariscope for
studying of birefringence in semiconductors induced by residual stresses. Three
methods of stress evaluation has been presented, two of which are potential for
stress mapping of semiconductor wafers. Several egzamples of birefringence
patterns of samples with radial, 3-fold and 4-fold symmetries of the residusl
stresses and complete maps of birefringence and stresses has been presentod.

In some cases larger defects like glide bands, mosaic structure, precipitates,
mircocracks, scratches and other defects due to the work damage in mechenical
treatment of crystals can be seen in the birefringence patterns.

K. MAZUR, W. WIERZCHOWSKI: The investigation of structural defects in the
highly Nd - doped YAG crystals by means of X-ray diffraction topography

The highly Nd doped YAG crystals are studied using X-ray diffraction
topographic methods. The distribution of defects in initiel parts, end the
changes of lattice parameter in crystals succesively grown are examingd.

M. WOJCIK, J. SASS, J. GACA: Analysis of the X-ray intensity spectrum for the
periodic superlattice

The intensity spectrum for the superlattice with a periodicel modulated
structure is analysed, The interpretation of the Alnico alloy is made on the
basis of this model, and the superlattice parameters are calculated.

M. JAKUBOWSKA: Copper thick-films fired in nitrogen atmosphere

A revue of problems concerned with copper paste application in thick film
technology is presented. The development of copper technology materials
in Poland is discussed,’
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M. JEOHOBHY: MarmuTHO TBEpIHe MaTepHaad Nd-Fe-B

PafoTa COXEepPXET XapaKTEPHCTHKH MarHdToB THna Nd-Fe-B H CBo#icTBa COeLUHEHHA
Nd2F914B O6cyxneHo B He#t NpHMeHeHHe TEXHOJOrHMH NPOH3BOXCTBA MATHUTOB. Ha ocHO-
Be NpHBeJEeHHX HCCIeloBaHH# GHIO PacCMOTPEHO BIMAHHE KOHUEHTpauud Nd, B H noba=-
BOK Al, Cr, Nb, Ge, Zr, Bi, Sn Ha MarHuTHHe CBOiCTBa ®THX MaTepHalJoB,., [lokasaHO
TOXe rJaBHHe O0JaCTH NPAMEHHEeHHA MarHHTOB, ;

I'. ATAMKEBMY, A, BAlOP: Horexnnaxbxué BO3MOXHOCTH NpPHMEeHeHH# JAHHeHHOro MnoAAPHUCKO=
ma nas KuccaenoBaHu# HampaxeHu# B CTPYKTYPHHX XePeKTOB B NMOAYNPOBOZHMKOBHX MaTe-
pHaxax.

B pafoTe mpejacTaBIeHH BO3MOXHOCTH NpHMeHeHH# aumHe#HOro moaspuckona IaA HCCIeno-
BaHH# ABynpeaoMiIeHHA, KOTOpPOe BO3HHKaeT B MOJYNPOBOAHUKOBHX KpHCTaJlax MOJK
Ie#ficTBHeM OCTATOYHHX HanpakeHu#, OOGCyxIeHH TDH MeTOJa H3MEeDeHHA BeNHUYHHH Halpaxe-—
HE#t, JIB& H3 HHX MOTyT OHTh HCNOJB3OBaHH JJA MOJYYEHHA TONOrPaMM NpeaCTaBJISLIUAX
pacnpejeJeHus HanpAxeHHE# B MOJAYNPOBOLHMKOBHX NJaCTHHKaX. [loKa3aHH OPUMEpH IOJAA-
PHCKONOBHX H300paxeHuf#t ocraToOUHHX HampaxeHuHE ¢ pazmanbHOM cummerpueit, 3-kparTHOH

¥ 4-EpaTHO# cummeTpuel, a Takxe TONOrpaMms IBYNPEJOMIEHHA H HanpaxeHuH. B MHOrHX
CIyyasX Ha NOJAPHCKOMOBHX HU306PaxeHHAX BHIHH MAKDPOCKONHYECKHe JepeKTH TaxHe Kak:
30HH CIBHra ImCloKauui, MO3auyHad CTPYyKTypa, NPENHNHTATH, MMUKPOTPENHHH, LUAPaNHHH,
H Ipyrue Ae@exiu CBA3aHHHE C MeXaHH4YeCKo# o6paloTKOR KpPHCTaNIOB.

K. MASYP, B, BEKXOBCKH: HccaenoBaHHe METOJAOM DEHTTeHOBCKOH nudpaxuuoHHOH
Tonorpaduu CTPYKTYPHHX AedeKTOB MOHOKPHCTAJJIOB HTTPOBO-AJKMHHEBOTO rpaHara
CHIBHO JErHPOBaHHOTO HEOLHMOM

MeToznoM ZEPPaKIHOHHOR TOmOrpaduu MCCIELOBAHO CHIBHO JETHPOBAHHHE HEOLHMOM MOHO-
KPHCTAJJHR HTTPOBO-aJWMHHEBOro rpaHara. lccrezosaHo pacnpeneneHue nedekToB B Ha=
YaJIbHHX OOGJACTAX M H3MEHEHHA NapaMeTpa pPem&TKH NMOCTyNaTelbHO BHpamWBaNUX

KPHCTaJaJOB.

M. BOMIMK, 0. CACC, f. TAIJA: AHaIM3 PEHTTEHOBCKOI'O CHeKTpa nepuonuuecKkoi
cyneppeméTKH

PaspaGoTaR MeTOJ] aHalH3a PeHTTeHOBCKOr'O CHeXTpa MHTeHCHBHOCTH CyNeppemérkd C me-
pHORHYecKo# MoxyaupoBaHHOM CTpykTypoi#t. Ha ocHoBe 3TO# MOjeNM MHTEpNpeTHPOBAH JKCHe-
DHMEETAIbHH# ChoexTp crniaBa AJBHMHKO H BHUYMCJEHH NapaMeTpH Cyneppemérkiu.

M. AKYBOBCKA: MenHHe mJieHKH o6xuraemide B armocpepe asora

B craThe CAENAHO NPECMOTP NPOGIEMOB CBA3SAHHHX C NPHMEHEHHeM NacT Ha OCHOBe MeiX
B TOJNCTONAEHHO# TEeXHOJNOrHH, [IpeiCTABIEHO MEepPCNeKTHBH DazBUTHA OTHX MaTepHaznoB
B [IHP,
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